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ZAŁĄCZNIK SPECJALNY 

BN-81 

ELEMENTY Elementy półprzewodnikowe 3375-35.00 
PÓŁPRZEWODNIKOWE Diody • , • pOlemnosclowe . Zamiaa' 

. Wymagania i badania BN· 77/3375·35.00 . Załącznik specjalny 

Grupa kotalagawa 1923 

I. Przedmiot zaljlcznika. Przedmiotem zalilcznika 

zmiany I uzupełnienia wymagań I badań dotycz{lce diod po

jemnościowych przeznaczonych do pracy w elektronicznych 

urz{ldzenlach specjalnych. 

sować łilcznie z BN-91 /3375-35.00 do diod pojemnoścIo

wych przeznaczonych dla odbiorców specjalnych. 

specjalnego do PN-81/ 

2 . . Zakres stosowania za/pcznlka. Za/{lcznlk nalety sto-

3. Zmiany - wg zał{lcznlka 

T -01515 I tabl. 1.;. 4. 

. 

Tablica I. Badania gruJjy A 

'Plany i warunki badań 

Opis badania 
Podstawowa J~' Podwyłszona Jakość 

Oane wg erku-
Pod- Rodzaj badania wg PN-78/ sza szczeg6ła-

Poziom Poziom grupa 
T-Oł&ł5 We .. .-I Ww-unlcl , -go 

, kontroli 
badenia 

kontroli badania i 
i AQL I AQL 

l 2 3 4 5 6 7 8 

Al Spr .. wdzenle II; 1,5 II; l, O , spr .. wdz .. ne 
- wymlar6w (gł6wnyen) 5.3.2 parametry 
- wykonania obudowy 5.3.3 geometrycz-
- trwałości I prawldło- 5.3.6 ne 
woścl cechowania 

A2 Spraw~nle podstawowych 5.3.7 II; 065 wg PN-74/ II; 0,4 wg PN-74/ wartości gra-
p .. r .. metr6w elektrycznych: T -01504.00 T -01504.00 nlczne sp .... w-

l" " dzanych p_ 
CIOI (UH 1) l) przy okreś- r .. metr6w 

lonym U H zbllłonym do' . elektrycznych 
I warunki Ich 

maksymalnego pomiaru 
Ctot (UH 2) I) przy okreś-
lonym niskim UH 

C tot (UH 2) t) 

C tot (UH I) 

~C,ot 2) 

CIOtl + CIOl2 
2 

A3 Sprawdzenie drugorzt'd- 5,3. 7 II; I, O wg PN-74/ II; I, O wg PN-74/ Jw. 
nych parametr6w elek- T-01504.00 T.01504.00 
trycznych: 
T, lub 

Q. 

A4 Sprawdzen'e paramet- 5.3.7 - I' , 1, O wgPN-74/ temper .. tura 
ró"v ,~!ektrycznych w in- T-OIS04. 00 otoczenia, 
nych temperaturach ni1t wartoścI gr .. -
normai na te mperatura nlczne spraw-
ątoczenJa: dzanych pa-

1ft rametrów 
elektrycznych 

. I w .. runkl Ich 
pomlar6w 

Znak - oznacza, te badania nie przeprowadza się. 

I) W normie pr-zedmlotowej powinny być okr~ślC?ne co najmnIej tdwa parametry. 

2) Tylko dla diod per-owany."h. 

U.tanowiony przez Naczelnego Dyrektora Ziednoczenla Przemysiu Podze!połów Elektronicznych UNITRA-ELEKTROŃ 
d!1ia 30 Ii,topada 1981 r. w 'parozllmieniu z MON jako oDowiqzuillcy 'od dnia l lipca 1982 r . 

.. 
WYOAWNICfWA NORMALIZACYJNE 1982. On.k. W,d. No"", W·w •• A,k. w,cI. 0,90. Hakl.2.300.&!I z .... 154/82 C ••• zl 12.00 



2 BN-SI/3375-"35.00 Zał\leznlk -specjalny 

Tablica 2. Badania grupy B 

Plany I warunki badań . 

Pod-
Rodzaj badania 

ppls badania wg Pane wg arkusza 
grupa PN-78/T -01515 

Poziom 
Warunki szc zeg6łowego 

kontroli 
I AQL 

badania 

1 2 3 4 5 6 

- , 
Bl Sprawdzenie 

- wytrzymałości 5.3. 21 5-4; 1, O rodzaj I szczegÓłowe wa- -
mechanicznej runlci badania, wartości 
wyprowadzeń obci\l:leń oraz liczba cykli 

'zginania 
- s.zczelnoścl 5.3. 27 próba QI warunki badania, dopusz-

czalny poziom nieszczel-
ności . lub zakresy wartości 
I warunki pomiaru sprawdza-
nych po badaniu paramet-
rów elektrycznych 

82 Sprawdzenie lutow- S. 3. 5a) - 5-4; l, O temperatura lu-
noścl wyprowadzeń towia 235 Oc , 

B3 Sprawdzenie wy trzy- 5.3.17 5-4; l, O 1000 mm, 3 spadki poło!enle w czasie spadkU, 
małości na spadki zakresy wartości . I Warunki 
swobodne pomiaru sprawdzanych po 

, • badaniu parametrów elek-
trycznych 

B4 Sprawdzenie 
2 

- wytrzymałości 5.3. 16 5-4; l, O 1470 m/s sposób mocowania korpusu 
na udary wle- 3xl000 lub wyprowadzeń e lemem u, 
lokrotne 

2 
zakresy wartości lwarun-

- wytrzymałości 5.3.20 196000 m/s . ki pomiaru sprawdzanych 
na przysplesze- 1 _kierunek pro.- po badaniu parametrów 
ni a stale 1) bierczy, 1 mln elektrycznych 

, 
S5 Sprawdzenie 

- wytrzymałości 5.3.12 5-4; l, O T -t zakresy wartości I warunki 
na nagłe zmla-

A 1t(1 min pomiaru sprawdzanych po T =t 
ny temperatury B st(1 max badaniu parametrów elek-

prÓba Na trycznych, metoda badania, 
liczba cykli 

- wytrzymałości 5. 3. 13 próba Ca, warunki. pomIaru I granicz-
na wilgotne go- 4 doby ne wartości kontrolowa-
r\lco stałe nych parametrów elektrycz-

lub lub 
nych 

- szczelności 5.3.27 próbaQI warunki badania, dopusz:-
czalny poziom nieszczel-
ności lub zakresy wartości 
i warunki pomiaru spraw-
dzanych parametrów ._ 
elektrycznych 

-
~6 Sprawdzenie od- 5.3.22 5-4; 0,65 25 oC, 1) 150 h metoda badania, warunki 

porności na nara- obcltsienia, zakresy war-, 
:lenia tości I waronklpomiaru -

sprawdzanych po badaniu 
parametrów elektrycznych 

. . 

W uzasalllnlonych przypadkach, na :l\ldanle przedstaWiciela odbiorcy w uzgodnieniu z producentem, wybrane podgrupy 

badań mogp być stosowane dla diod podstawowej jakości; warunki badań - wg uzgodnień. 

1) Je!ell ińnej wartości nie podaje norma przedmiotowa. 
, 



Pod
grupa 

1 

, 01 

C2 

C3 

C4 

Rodzaj badania 

2 

Sprawdzenie 
- wytr~małoścl 

mechanicznej 
wyprowadzeń .l) 

- 821czelnoścl 

, Sprawdzenie 
- parametrów 

elektrycznych 

- odpornofcl 
na suche 90-
r{lco 

-'odpornoŚcl 
na zimno 

Sprawdzenie 
- masy wyrobu 

- trwałości ce-
chowania 

- . lutowności wy
prowadzeń I wy
trzymałoscl na 
ciepło lutowania 

Sprawdzenie 
- wytrzymałości 

na udary wielo
krotne 

- wytrzymałości _ 
na wIbracje o 
zmiennej cz,s
totllwości f) 

- wytrzymałości na 
nagłe zmiary tem-

Opis ba
danIa wg 
PN-78/ 

T-01515 

3 

5.3.21 

· 5.3.27 

5.3.7 

5. 3. II 

5.3.9 

S. 3. 4 

5 . 3. 6. I 

5.3.5 

5.3. 16 

5.3.18 

5.3;12 

- wytrzymałości nlł 5.3. 13 
wilgotne gor{lco 
stałe 

lub lub 
- szczelności 5.4.27 , 

BN-81 /3375~ ';35-00 Zał{lcznlk specjalny 

Tablica 3. Bedanla grupy C 

Plany I warunki badań 

Podstawowa jłlkość Podwy!szonajakość 

AQL 

4 

1,5 

2,5 

1,5 

2,5 

Warunki 
badania 

5 

próba QI 

t 
amb mln 

temperatura 
lutowia 
235 oC, tem
peratura k{l
pieli 350 Oc 

2 
1470 m/s 
3><1000 

2 
6 h, 96 m/s 
10+ 2000 Hz 

próba Na 

T - t 
A st" mln 

T B - tst,,'max 

prób.a Ca 
21 d 2) 

10 d plastyk 

próba QI 

6 

1,5 

I, O 

1,5 

Warunki 
badania 

7 

t max . amb 

t 
amb mln 

• 

temperatura 
lutowia 
235 oC, tem
peratura k{l
pieli 350 Oc 

1470 m/s2 
3xl000 

2 
6 h, 196 rry's 
10+ 5000 Hz 

próba Na 
T -t 

A ~t" mir 
T _ t 

B stl/max 

prób~ Ca 
56 d 2) 

21 d plastyk 

Dane 'wg arkueza 
szczegÓłowego 

8 

3 

rodzaj I szczegÓłowe wa
runki badania; ' wartości ' 
obcl{l!eń, liczba cykli 
zginania 

rodzaj badanI a, dopuez- . 
czalny pozIom nl.ezczel
noścl lub zakresy war
tości ' I warunki pomiaru 
sprawdzanych paramet
r6w elektrycznych 

zakresy wartości, wa
runki pomiaru spr.w
dzanych w czaele I po 
badaniu parametrów 
elektrycznych 

masa wyrobu 

metoda badania 

zakresy wartości I wa
runki pomiaru sprawdza
nych po badaniu wytrzy
małości na ciepło luto
wania parametrów elek
trycznych 

, 
kierunki probiercze, 
sposób mocQwanla kor
pusu lub wyprowadzeń, 
zakresy wartości I. wa
runki pomiaru spraw
dzanych paramelrów 
elektrycznych 

zakresy wartości i wa
runki pomiaru sprawdza
nych po badaniu para
metr6welektrycznych, 
liczba cykli 

zakresy wartości i wa
runki pomiaru sprawdza
nych po badaniu para
metrów e 'lektrycznych 

warunki badanla,dopusz
czalny poziom nieszczel
ności lub zakresy war
tości I warunki pomiaru 
sprawdzanych po badaniu 
parametr6w eleklrycz
nych 

r-----r-------------~----~~--~~--~----L----,~---------~----------------~ 
CS Nie stosuje się 
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cd. tab!. 3 

-
Plany i warunki badań 

Opis ba-

Pod- dania wg Podstawowa jakość Podwyt szona jakość 
Dane wg arkusza 

Rodzaj badania PN-7S/ grupa Warunki Warunki szczegółowego 
T -01 SI S AQL 

badania 
AQL 

badania 

l 2 3 4 S 6 7 S 

C6 Sprawdzenie odpor- 5 . 3 . 22 l, S ' 1000 h l, O 1000 h meto'da badania., warunki 
noścl na naratenia obci{lteni a, zakresy war-
elektryczne tości i warunki pomiaru 

sprawdzanych w czasie 
i po badaniu parametr6w 
elektrycznych 

C7 Sprawdzenie wy trzy- 5.3.8 l, S t stg mln l, O t stg min zakresy wartości i wa-
małości na zimno runki pomiaru spraw-

1000 h 1000 h 
dzanych po badanIu pa-
rametr6w elektrycznych 

CS Sprawdzenie wy trzy- 5.3. 10 1, O t l, O t 3tg max jw. 
małości na suche go- st iI maX 

1000 h 1000 h 
r{lco 

C,9 Sprawdzenie wy trzy- 5.3. 17 l , 5 1000 mm - połotenle el~mentu w cza-
małości na spadki 3 spadki sie spadani.a, zakresy 
swobodne , wartości I warunki po-, 

miaru sprawdzanych pa-
, rametr6w 

C10 Sprawdzenie wy- 5 . 3.2 1, 5 1, O sprawdzane parametry 
miar6w geometryczne 

Znak - oznacza, że badania n ie przeprowadza się· 

Nie wypełniona kolumna "warunki badania"oznacza normalne warunki atmosferyczne, jetel i nie zosta(lie inacżej okreś-
lone w arkuszu szczeg6łowym. 

i) Badania nie stosuje się dla diod w obudowach plastycznych. 

• 2) Dotyczy obud6w metalowych i całoszklanych. , 

T abl ica 4 . Badania grupy D 

Opis badania 
Plany i warunki badań 

Pod-
Rodzaj badania 

wg Podstawowa jakość Podwy!szonB jakość Dane wg arku'sza 

grupa PN-7S/T -0151! szczegółowego 

AQL 
Warunki 

AQL 
Warunki 

badania badania 

l 2 . 3 4 S 6 7 S 

Dl Sprawdzenie od- S. 3. 14 1, S 10 hPa 1, O 10 hPa tempE!ratura badania, za-

porności na nls- kresy wartości i warun-

kie ci śnienie ki pomiaru sprawdza-
-, nych w czasie i po ba-atmosferyczne 

daniu parametrów elek-
trycznych 

D21) Sprawdzenie wy- 5.3.25 2,5 2,5 rodzaj rozpuszczalnika 

tr2ymałości na 
rOzPuszczalniki 

D3 1) Sprawdzenie 5.3.26 2,5 2,5 rodzaj badania 

palności 

D4 2) Sprawdzenie wy- 5.3.23 2,5 l, S stop ień' -dopuszczalnego 

trzymałości na wzrostu grzybów pleś-

pleśń nlowych, wymagania do-
tycz{lce uszkodzeń po-
wierzchniowych 
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cd. tabl. 4 

Opis badania 
Plany i wCirunki badań 

Pod- Rodzaj badania 
wg Podstawowa jakość Podwyt5zona jakość Dane wg arkusza 

PN-7S/T-01515 szczegółowego grUPłl , 
i 

AQL 
Warunki 

N:l.L 
Warunki 

błldani a badania 

- -
D5 ll) SprawdzenIe wy- 5.3.24 2,5 .2 d 1,5 4d położenie diody w czasie 

trzymałoścI na badania, wymagania do-
mgłę soln, tyczęce 'uszkodzeń po-

kryć galwanicznych 

D6 Sprawdzenie od- 5.3.22 4,0 6500 h 2,5 • 65O(j h metoda badania, warun-
porności na na- I ki obcię:Łenia , zakresy 
r<lienla elek- I wartości i warunki po-. tryczne • rniaru sprawdzanych w 

r:zasie i po badaniu pa-
rametrówelektrycznych 

. r--' 
D7 Sprawdzenie od- - 1,5 k ierunki probiercze, 

pornoścl na 
2 

s posób mocowania kor-
- udary wIe I 0- 3.15 1470 m/s pusu lub wyprowadzeń, 

krotne . • 50 udarów zakresy ,:",artości I wa-

- wibracje " 3. 17 
196 hl/s2 runki pomiaru spraw-, 
10+ 5000 Hz dzanych w czasie I po zmiennej 

częSlotll- , 0,5 h badaniu J)arilmetrów 
woścl \. elektrycznych 

D9 2 . Sprawdzenie wy- 5. 3. 19 - 2,5 98 m/s jw . 
trzymałości n.a 80- Hz, 
wibracje o stałej 30 h . , 

częstotliwości 

Znak - oznacza, ie badania nie przeprowadza się . 

Nie wypełniona kolumna "Warunki badania" oznacza normalne warunki atmosferyczne , jeżel i nie zostanie inaczej 
określone w arkuszu szczeg6łowym. 

t) Badanie stosuje się dla diod w obudowach .plastykowych. 

~)Badanle stosuje slę.przy zam6wlenlu diod w wykonaniu tr~Pikalnym lub dla klimatu morskiego. 
. . 

.,. Uzupełnlenla_ wg zał{lcznlka specjalnego do PN-SI/T-01515 i tabl. 5. 

Tablica 5. P,rametry kontrolowane w badenlech grupy Bt C 'i D. 

Oznaczenie . 
(Sarametru 

Nazwa parametru , Podgrupa badań 

'R pr{ld wsteczny BI, B3, B4, B5, B6, CI, C2, C3, C4, C6, C7, CS , 
C9, Dl, 06, D7, Da 

r. całkowita szeregowa rezystancJa zastępcza B6, C6, ce, D6 

Ctot 
. poJemno~ diody . B6, C4, C6, C7, CS, D6, 

C2 

KONIEC 

, 


